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SCIENCE ET Caractérisation d’un revétement anti-reflets
SLUIRFACE

Objet : Nombre, nature et épaisseur des couches

Technique mise en ceuvre : SIMS

v Profils de répartition en profondeur avec une excellente résolution en profondeur
v Trés grande sensibilité
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Résultats : .
*- Positive SIMS Depth Profiles
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Possibilité de mesurer I’épaisseur des couches Zr0,
par relevé profilométrique des cratéres obtenus A0
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